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摘　要:为了加快产品开发和保证产品制造质量需要对物体的三维形貌进行精确的测量。光学形貌测量技术由于
其高分辨率 、无破坏 、数据获取速度快等优点而被认为是最有前途的三维形貌测量方法。介绍了各种基于光学原理的三
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Abstract:In modern industry , it is necessary to measure accurately the 3-D shape of object to speed up product develop-
ment and ensure manufacturing quality.Optical methods fo r shape measurement are considered as the most promising one be-
cause of the high resolution , rapid obtainment of the data , and nondestructive quality.Various optical methods for 3-D shape
measurement are discussed , their basic principle , advantages and disadvantages are also presented.A reference is given out for
right use and wide application of 3-D optical measurement.The cur rent research focus and some idea about perspectiv e trend are
presented.








LD 、电荷耦合器件 CCD 、CMOS图像传感器 、位置传
感器 PSD 、数字光学投射器 DLP ,使得光学三维形












































































便可测出被测表面的形貌 。Petran 等采用 Nipkow
盘产生小孔 ,把达到衍射极限的二维点阵投射到被
























































2.4.1　双波长干涉法[ 11 , 12]
采用波长较长的光波进行干涉测量可扩大测量
范围 ,但是使用长波测量时 ,测量光路调整困难 ,而
且长波不能用于透射测量 。而双波长测量法能够在
扩大测量范围的同时克服长波测量的这些缺陷 ,其
基本思想是 ,首先采用波长为 λ1 的光束进行测量 ,
然后用波长为 λ2的光束再测量一次 ,利用两次测量























, 若 φ2-φ1 ∈[ π,2π]




















































































光 切 法[ 16]



























































场测量 、装置简单 、视场范围大等特点 ,而且只用一















































择合适的方法 ,如测量精度 、测量范围 、被测表面特
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